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NEXIV 
Serie VMZ-S 
Alta precisión / Alta velocidad / Facilidad de uso 
Manejo de la tolerancia a nivel micro. 

Medición dimensional de alta precisión y alta velocidad con tecnología Nikon. 
Durante décadas, la serie NEXIV ha cumplido con las rigurosas demandas de los departamentos de 
control de calidad, en numerosos campos industriales de todo el mundo. 
La serie NEXIV VMZ-S se puede utilizar para medir varias muestras en el extenso mercado de 
componentes electrónicos y semiconductores para vehículos, así como en piezas de precisión 
mecanizadas y moldeadas. 
Capaz de realizar mediciones de alta precisión y alta velocidad para demandas cada vez más 
sofisticadas, la serie también se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones. 

VMZ-S3020 

VMZ-S4540 

VMZ-S6555 
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Problemas de la medición dimensional con herramientas de inspección actuales 

Microscopio de 
medición 

Proyector de 
perfil 

• Necesidad de mejorar la eficiencia del trabajo,
ya que hay muchas muestras para medición.

• Se presentan diferentes resultados de medición,
ya que existen variaciones en la subjetividad
y experiencia del técnico.

Sistemas 
competitivos de 

medición por 
video  

• La precisión de la medición no es estable.
• Rendimiento deficiente midiendo las alturas Z.
• Algunas muestras no pueden medirse.
• Rendimiento deficiente debido a variaciones de piezas o

desalineación.

Utilizando la serie NEXIV 

Mediciones estables con alta precisión Eficiencia de medición significativamente 
mejorada 
Se pueden medir muchas muestras con un programa de  
medición que utiliza procesamiento de imágenes y 
platinas motorizadas de alto rendimiento. 

Se pueden obtener  
mediciones constantes y de 
alta precisión a través de un 
sistema diseñado y  
optimizado desde cero que 
se combina con un sistema 
óptico Nikon especialmente 
diseñado para mediciones 
precisas. 

Microscopio 
de medición 

Sensores de imagen CMOS 
(Aumento óptico 4×, 
aumento total 144×)

Medición de altura de alta precisión y alta 
velocidad 
Las mediciones de altura de alta precisión y alta 
velocidad son posibles con el láser AF TTL de alta 
precisión, capaz de escanear a alta velocidad a 1000 
puntos por segundo. 

VMZ-S 

*El tiempo de medición de dimensiones para múltiples puntos de 
medición de 100 muestras (100 mm x 100 mm) se compara con el 
microscopio de medición de Nikon y el VMZ-S6555 (30 muestras 
medidas a la vez). El tiempo de medición para el VMZS6555 incluye 
el tiempo de creación del programa de medición. 

Es posible medir muestras difíciles 
Los bordes y las características difíciles se pueden 
detectar con múltiples iluminaciones 

Elimina las variaciones de medición del 
operador 
Capaz de lograr mediciones altamente repetibles 
independientemente de la subjetividad y la experiencia del 
operador. 

7.9998 8.0000 

8.0111 8.0158 8.0000 

8.0000 Medición automática ininterrumpida 
Se puede lograr una medición precisa a pesar de la 
variación del posicionamiento de los componentes. 

4.2 horas

0.6 
horas 86% menos tiempo de medición



Medición de alta precisión y alta velocidad con láser de Enfoque Automático (AF) a través del lente (TTL) 

A través del punto del lente (TTL), el escaneo 
láser es estándar en los modelos VMZ S. Logra 
una alta reproducibilidad de la medición en la 
dirección Z (2σ ≤ 0.5 μm). 
Detecta con precisión pequeños cambios en 
las variaciones de altura. Funciona 
independientemente del aumento o la 
iluminación con el mismo rendimiento en 
todo el alcance del zoom. 
También puede obtener secciones transversales 
de muestra con el escaneo láser de alta 
velocidad a 1000 puntos por segundo. 

Medición dimensional de alta precisión y alta velocidad 
Un sistema óptico dedicado que es posible solamente con las ópticas creadas por Nikon. 
Obtenga resultados de medición precisos y estables rápidamente con las tecnologías de control y diseño de 
hardware de alta especificación de Nikon. Esto se ha estado construyendo durante muchos años, satisfaciendo 
las demandas de la industria manufacturera donde la alta calidad es primordial. 

Óptica dedicada que posibilita mediciones dimensionales de alta precisión y eficiencia. 
Iluminador 
de anillo 
LED Permite altas resoluciones con una distancia de trabajo larga 

Las micromuestras que requieran medición con gran aumento también se pueden tomar en imágenes claras y brillantes con lentes diseñados 
especialmente con alta Apertura Numérica (NA). Al mismo tiempo, es posible medir varias muestras que difieran significativamente en altura, ya 
que se garantiza una gran distancia de trabajo. 

Muestra

Los puntos láser se pueden comprobar 
mediante iluminación de campo oscuro 

Diagrama Autoenfoque láser y TTL 

Image AF para innumerables aplicaciones
Image AF, que detecta la altura a partir de una imagen de la forma y textura de la superficie de la muestra, no solo coincide con los puntos de la superficie de la 
muestra y l os bordes del contorno, sino que también mide la altura y la profundidad. Alta velocidad y alta precisión incluso en muestras con variaciones de  altura o 
biselados.  

Sensor de imagen CMOS 
(Aumento óptico 4 ×, 
Aumento total 144×) 

La óptica de zoom de amplio alcance agiliza las mediciones dimensionales 
Ofrece un alcance de zoom de 15:1 que se logra sin la necesidad de cambiar los lentes objetivo. (Cabezales tipo 1-4). Esto 
permite la fácil ubicación y alineación de las características antes de la medición con gran aumento. • Modo de superficie

Enfocarse en la superficie de los objetos
• Modo de contraste
Enfocarse en los bordes contorneados por la 
luz inferior

• Modo múltiple
Mide la altura de varios puntos en el campo 
de visión

Diseño robusto del sistema optimizado para alta precisión y medición dimensional de alta velocidad 

Estructura de hardware que logra mediciones estables con alta precisión 

Se utiliza un material cercano al del coeficiente de expansión térmica en el riel guía de la unidad principal y en la platina de 
medición. Esto asegura que haya pocos cambios en la forma del riel guía, incluso con cambios de temperatura ambiental, 
minimizando cualquier impacto en los cambios de precisión. 

Cabezal Tipo2 (1×～15×)

Equipado con cinco posiciones de zoom que no requieren calibración cuando se cambia la ampliación (el tipo TZ tiene 8). 
Se obtienen una creación de programas y una medición dimensional eficientes, ya que la ampliación se puede cambiar a 
alta velocidad, mientras se mantiene una medición altamente precisa. 

El codificador lineal patentado de Nikon que cuenta con el más alto nivel de 
resoluciones en el sistema de medición por video 

Los codificadores lineales patentados de Nikon con una resolución de 0.01 μm, están 
integrados como estándar en todos los ejes para detectar con precisión la posición 
lineal, proporcionando resultados de medición estables con alta precisión. 

Precisión excelente dentro del campo de visión 

Se pueden obtener resultados de medición altamente confiables en todo el campo de visión 
gracias a los lentes especiales optimizados para la medición dimensional con baja distorsión

Rendimiento mejorado del sistema 

Nikon ha logrado mediciones de alta velocidad, más rápidas 
que los sistemas convencionales, a través de su búsqueda 
de tecnologías de control y platinas capaces de operar con 
alta precisión. El tiempo del ciclo se ha reducido en gran 
medida con la medición automática continua de 
micromuestras, tales como componentes semiconductores y 
electrónicos, que acompañan a numerosos movimientos de 
corto alcance. 

NEXIV 
convencional 

(VMZ-R3020) 
182 seg. * Cabezal de zoom tipo2. Determinado por el método de medición interno de Nikon. Medición del perímetro del dispositivo 

de referencia circular. Implica el movimiento de la platina, cuya pinza dentro del campo de visión se coloca uniformemente a 

25 puntos del perímetro. 

120 seg
Patrones de micro cableado 
(Cabezal tipo 2, aumento óptico de 15×)

*Cabezal de zoom tipo2. Determinado por el método de medición interno de Nikon. Medición de 25 puntos colocados 
uniformemente en el perímetro del dispositivo de referencia circular en un lugar de la pantalla (sin movimiento de platina). *Medición de 625 (25×25) de diámetro circular. ø50 µm, inclinación: X,Y=0.2 mm, 

Velocidad de la platina: máx., FOV: 0.58×0.44 mm. Se utiliza el mismo archivo de 
enseñanza para la medición. Alta confiabilidad dentro del FOV 
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Óptica de zoom 

Dispositivo  
TTL Láser AFEspejo 

Lente objetivo 

Error de sondeo de la sonda de imágenes* PFV2D 0.3 μm 

34% menos
Tiempo de 
medición 

VMZ-S3020 

Error de sondeo* PF2D 0.8 μm 

 
0.5 – 7.5× 

50 mm 

Tipo 1 
Tipo 2 1 – 15× 

Tipo 3 2 – 30× 

Tipo 4 4 – 60× 30 mm 

Tipo TZ 1 – 120× 
(Alta ampl.) 11 mm / 
(Baja ampl.) 32 mm 

Tipo A 0.35 – 3.5× 
73.5 mm 

(63 mm con láser de 
Enfoque Automático)

Cabezales Zoom  Aumento óptico Distancia de trabajo 
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13.3
10.0

9.33
7.01

7.8
5.8

4.7
3.5

2.6
1.9

2.33
1.75

1.33
1.00

1.165
0.875

0.622
0.467

0.582
0.437

0.311
0.233

0.291
0.218

0.155
0.117

0.146
0.109

0.078
0.058

0.073
0.055

0.039
0.029

12.6 18 21.6 36 64.8 72 126 144 270 288 540 576 1080 1152 2160 2304 4320

Aumento óptico 

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo TZ

Tipo A

Aumento total*

Placa de circuito 
impreso 
(aumento óptico 2×) Tipo 2 / 
Anillo de luz LED de 8 segmentos

PCB de alta densidad
(aumento óptico 1×) Tipo 2 / 
Luz superior coaxial

Placa de circuito impreso 
(aumento óptico 1×) Tipo 1 / 
Anillo de luz LED de 8 segmentos

Chip IC 
(aumento óptico 8×) 
Tipo 4 / Luz superior coaxial

PCB de alta densidad
(aumento óptico 16×) Tipo TZ / 
Luz superior coaxial

PCB de alta densidad
(aumento óptico 16×) 
Tipo 4 / Luz superior coaxial

Pieza moldeada de plástico 
(aumento óptico 0.6×) 
Luz superior coaxial

Piezas de resina
(aumento óptico  0.35×) Anillo de 
luz LED de 8 segmentos

Pieza moldeada de plástico 
(aumento óptico 0.35×) 
Luz superior coaxial

5 posiciones de zoom (el tipo TZ tiene 8) en un cabezal. Cumpliendo con los requisitos de medición de precisión y tamaño en una amplia gama de muestras.

Seis tipos de cabezales ópticos con capacidad zoom de 15x para diferentes necesidades de medición

Conector, paquete IC, PCB, MLCC, marco de plomo, módulo de cámara, lentes de vidrio 
y plástico, etc.

Placa de circuito impreso de alta densidad, paquete de semiconductores finos, 
piezas microelectromecánicas (MEMS), etc.

Piezas moldeadas, estampado en hoja metálica, juntas y piezas de caucho, 
componentes mecánicos, etc.

Cabezales de zoom de aumento estándar (tipo 1-3)

Cabezales de zoom de gran aumento (tipo 4 / tipo TZ)

Cabezal de zoom con campo de visión (FOV) amplio (tipo A)

*La ampliación total es la de la ventana de video con 640 × 480 pixeles en un monitor WUXGA de 24 pulgadas (1920 × 1200 pixeles).

*Diámetro mínimo de medición (como guía): Este no es un valor garantizado. Muestra: Placa de calibración, luz diascópica y medición dentro del campo de
visión (sin movimiento de la platina). El diámetro se calcula creando un círculo de mínimos cuadrados a partir de 36 puntos de medición.  Utilice esto como 
guía al elegir los tipos de cabezal.

Cabezales Zoom
Diámetro mínimo de 

medición (como guía)*

327 – 33 μmFOV amplio Tipo A

34 – 2.2 μm

111 – 0.9 μm
Gran 
aumento

Tipo 4

Tipo TZ

Cabezales Zoom
Diámetro mínimo de 

medición (como guía)*

Cabezales Zoom
Diámetro mínimo de 

medición (como guía)*

Aumento 
estándar 

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

221 – 15 μm

111 – 8 μm

56 – 4 μm

Tamaño del campo 
de visión en la platina
Horizontal (mm) × Vertical (mm)

0.35 0.5 0.6 1 1.8 2 3.5 4 7.5 8 15 16 30 32 60 64 120

Mediciones automáticas estables para 
varias muestras. 

Los cabezales estándar están equipados con iluminación episcópica, diascópica y de anillo LED de 8 segmentos. Los bordes se pueden detectar correctamente con cualquier 
combinación de iluminación y cantidad de luz, incluso en muestras con variaciones de altura o biselados difíciles de detectar, lo que permite mediciones automáticas 
confiables. 

37° 55° 78° Dist. trabajo: 50mm Dist. trabajo: 36mm Dist. trabajo: 10mm

Ajustes 
de la luz 

• Luz de anillo interior LED • Luz de anillo exterior LED
en posición de 55 grados

• Luz de anillo exterior LED en
una posición de 78 grados

Sección 
transversal 

37° 55° 78° 
Detecta formas difíciles con epi-iluminación Detecta fácilmente bordes oscuros en el ángulo de incidencia estándar (37°) 

F
 
unción de selección de bordes robusta para detectar bordes extraños 

Un borde, de entre muchos, puede ser seleccionado 
y detectado. 
Se pueden obtener mediciones automáticas más 
precisas y confiables rechazando los bordes erróneos 
provocados por material extraño en la superficie de la 
muestra. 

Detecta los 
bordes 
adecuados 
rechazando los 
efectos de las 
rebabas 

F unción de búsqueda para compensar la desalineación y las variaciones de la muestra 

Al detectar y corregir automáticamente las desalineaciones creadas a partir de cómo se colocan las muestras y las variaciones en la fabricación, se 
hace posible una medición automática continua y fluida, incluso cuando se miden varias muestras a la vez. 

Incluso cuando una muestra está desalineada, el sistema busca automáticamente la 
ubicación del objetivo basándose en la imagen objetivo registrada en un archivo de 
enseñanza. Esto permite una medición automática y precisa mediante la 
eliminación de posibles errores de detección. 

2  3 
1 

1 Se ha detectado el objetivo 2 Buscando el objetivo desalineado 3  Se ha detectado el objetivo 
También se pueden 
detectar  
automáticamente 
muestras en 
diferentes 
ubicaciones. 

Coordenada XY después 
de la búsqueda del 
objetivo Coordenada XY 

Imagen 
registrada 

La serie VMZ-S incorpora un gran número de funciones que son fundamentales para efectuar mediciones 
automáticas continuas.

 Sistemas de iluminación capaces de detectar de manera confiable todas las formas. 



3 modelos con diferentes áreas de medición XY 
Elija el mejor modelo que se adapte al tamaño y a la cantidad de las muestras, así como al 
entorno de instalación. 

Paquete de software sencillo y optimizado 
El software de medición de dimensiones NEXIV AutoMeasure realiza una medición de alta precisión / alta velocidad / de 
manera fácil, con funciones valiosas posibles en una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) amigable. 

Interfaz gráfica de usuario para crear programas de manera eficiente con un funcionamiento intuitivo y un manual fácil de entender (300×200×200 mm) 

VMZ-S3020 
Desde piezas de la máquina y piezas moldeadas hasta placas de 
circuito impreso de alta densidad, la VMZ-S3020 satisface una amplia 
variedad de necesidades de medición. 

Los programas de medición se pueden crear seleccionando el icono para la 
detección de bordes y lo que se debe medir. 
La pantalla de guía muestra la descripción general de la función de medición, los 
detalles y el procedimiento de operación. 

Detección de bordes e 
icono de AF 

Visualización de los perfiles de imagen 

Ventana principal de la interfaz gráfica de usuario 
interactiva 

Varios iconos de medición Manual de ayuda 

VMZ-S4540 
Perfecto para varias piezas moldeadas, paneles planos 
de tamaño mediano y placas de circuito impreso. 
La medición también es posible utilizando varias plantillas 
y componentes mecánicos con altura. 

• Asistencia para hacer programas de medición automáticos: varios asistentes "paso a paso" disponibles. Reproducir fácilmente siguiendo las instrucciones
en pantalla.

• Etiquetado de códigos de medición: seleccione cualquier código de medición y categorice por color cada etiqueta para fácil manejo.
• Manual de ayuda: muestra automáticamente los procedimientos de medición durante el trabajo.

Ayuda con la elaboración de programas de medición. 

Está equipada como estándar, una función que utiliza un diseño de datos asistido por computadora (CAD) para la creación de 
programas de medición antes de obtener cualquier muestra. 

Enseñanza fuera de línea 
Los programas de medición se pueden crear de forma directa 
utilizando datos del dibujo (o procesamiento). Al trabajar en 
una computadora separada de la unidad principal NEXIV, 
garantiza que se puede utilizar a plena capacidad. 

Conversión de la interfaz CAD 
Los datos CAD (en formato IGES o DXF) se capturan y 
convierten para mostrar una forma o un perfil de la muestra en 
la ventana gráfica. 

(650×550×200 mm) Ejemplo: Creación de un programa de medición fuera de línea utilizando CAD 

VMZ-S6555 
El VMZ-S6555 se adapta perfectamente a muestras 
grandes. Ideal para medición precisa de placas de circuito 
impreso y medición automática de una gran cantidad de 
piezas pequeñas. 
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1  Preparar datos CAD  3  Crear programa de medición 
(en formato IGES 
o DXF)

con datos CAD importados 

Trabajar en una computadora separada asegura que la unidad principal NEXIV no esté ocupada, 
liberándola para que pueda usarse a plena  capacidad. 

  Recorrido estándar 

Recorrido medio (450×400×200 mm)

 

 Recorrido largo 

Aplicaciones 

Tipo 1-3: Conectores, paquetes de semiconductores, PCB pequeños, piezas pequeñas de  
hoja metálica estampada, marcos de plomo, componentes de relojes, etc. 

Tipo 4/TZ: PCB de alta densidad, marcos de plomo, paquetes de semiconductores, MEMS,     
      tarjetas de sonda, etc. 

Tipo A: Piezas moldeadas de plástico, piezas de hoja metálica, piezas de caucho, piezas
mecánicas, componentes de implantes, componentes de relojes, etc. 

Aplicaciones 

Tipo 1-3: PCB de tamaño mediano, piezas de hoja metálica  
estampada, etc. 

Tipo 4/TZ: Obleas de 300 mm, tarjetas de sonda de 300 mm, etc. 
Tipo A: Piezas mecánicas de tamaño mediano, piezas moldeadas de

  plástico, etc. 

Aplicaciones 

Tipo 1-3: PCB grandes, piezas grandes moldeadas de plástico, etc. 
Tipo 4/TZ: PCB grandes de alta densidad, etc. 
Tipo A: Piezas grandes de hoja metálica estampada, piezas grandes 

moldeadas de plástico, etc. 

2  Importar datos CAD con
 AutoMeasure



Para el manejo de diversas evaluaciones y resultados de las mediciones. 
Evaluación de formas Guía digital de operación NEXIV Note 

Los errores se pueden visualizar superponiendo formas 
nominales y medidas. Se puede utilizar tanto para formas 
geométricas como para formas libres. 

La función ofrece diapositivas y salida de películas junto 
con contenido NEXIV, como operaciones y funciones 
básicas. Se pueden crear programas de medición 
simples consultando esta aplicación. 

Sistema de preparación de resultados de la 
inspección EDF/Stitching Express 

ImageFit QC 
Los resultados de la inspección utilizados pueden importarse y 
reflejarse automáticamente en los resultados de la medición. Los 
resultados de éxito/fallo y los datos estadísticos*1 se generan 
automáticamente. La función para crear gráficos*2 también ayuda a 
visualizar los resultados de la medición. 
*1: Desviación estándar, índice de capacidad del proceso (Cp, Cpk)
*2: Gráficos lineales, histogramas

Las imágenes tomadas con el VMZ-S se pueden unir para 
obtener una imagen de mosaico más grande, mientras que 
las imágenes a diferentes alturas pueden resultar con una 
imagen con profundidad de enfoque extendida (EDF). 
Stitching y EDF pueden producir gráficos en 3D completos. 

El cálculo de errores se puede realizar en la dirección normal o del eje
Se pueden realizar formas nominales a partir de datos CAD o valores de 
coordenadas XYZ
Las formas medidas se pueden generar como archivos CSV o DXF
Los informes de evaluación se pueden realizar en archivos PDF

Imagen original Gráfico 3D de un EDF 

Ejemplo de contenido 

Ejemplo de la 
función 

Memo: Compartir 
información mediante la 
creación de notas 

Configuración de parámetros Informe de los 
resultados de la 
medición 

Custom Fit QC 

*1: Promedio, valor máximo, valor mínimo, rango, desviación estándar e
índice de capacidad del proceso (Cp, Cpk)

*2: Gráficos de líneas, histogramas, gráficos de control X̅-R, diagramas
de dispersión

Imagen original Sección transversal de EDF y Stitching 

MountainsMap X 
Creación de archivos DXF 

Las superficies de muestra se pueden analizar, según 
ISO, con los datos exportados desde VMZ-S. 
Proporcionado para Nikon por Digital Surf (Francia) 

Se pueden crear archivos DXF a partir de los resultados de las 
mediciones. 

MapMeasure Pro Opcional 
Vista pseudo-color de la superficie Vista 3D de la superficie 

Con la capacidad de medir automáticamente cualquier chip 
a partir de la creación de un mapa de chips, Map Measure 
Pro puede especificar fácilmente cualquier chip con un solo 
clic del mouse en la GUI. Mejoras enormes en la eficacia 
de la medición de muestras ordenadas de forma estándar, 
como las obleas. 

Círculo (redondez) Plano (planitud) 

*Se requiere Excel       Desarrollado en conjunto por Aria Co., Ltd. (Japón) Vista pseudo-color de la superficie 

Línea (rectitud) 

Medidas de tolerancia geométrica El modelo 3DCAD se puede convertir a un archivo 2DCAD
(NCD), que se puede utilizar en NEXIV AutoMeasure.

Equipado con la capacidad de medir varias tolerancias 
 Curva de rugosidad 

Convertir 
a archivo 
2DCAD 
(NCD) 

Aplicación para la medición 
del marco de plomo

Opcional 
 

10 

Perpendicularidad Paralelismo 

Posición verdadera Rugosidad (ISO 1997) 

Angularidad Concentricidad 

Simetría Descentramiento 
circular 

 

  

Los resultados de la medición se leen en 10 plantillas 
diferentes y los resultados de éx ito/fallo y los resultados de 
los cálculos*1 se exportan automáticamente. Gráficos*2, 
incluidos los gráficos de control X̅ -R y los diagramas de 
dispersión, pueden ser automáticamente generados para 
visualizar los resultados de la medición. 

Capaz de obtener muestras de formas transversales con el escaneo láser 
de alta velocidad a 1000 puntos por segundo. 
C ompatible con la evaluación de formas en la dirección de altura. 

Evaluaciones de resultados de acuerdo con 
las normas JIS / ISO 

 

 

3D CAD Converter

Los programas de medición se pueden crear fácilmente 
con la búsqueda automática de la posición del plomo.

Desde la importación de los datos CAD hasta la evaluación, gestión y utilización de los 
resultados de las mediciones, Nikon tiene una amplia gama de soluciones de software 
opcionales para mejorar la productividad en las mediciones dimensionales en cualquier 
situación. 
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Dimensiones

VMZ-S3020

VMZ-S4540

VMZ-S6555
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de mesa (opcional)

Soporte de anclaje 
de mesa (opcional)

Automatización del piso de producción 
Ayudando a automatizar y hacer avanzar aún más el piso de producción a través de múltiples 
controles NEXIV y la integración de sistemas transportadores de componentes. 

 
Remote control SDK para la integración automática del sistema de medición

El Software Development Kit (SDK) a control remoto es una herramienta para desarrollar módulos de software de usuario 
para controlar y automatizar los sistemas de medición por video NEXIV. Automatice los transportadores de componentes y los 
pasos de medición de forma remota o en el piso de producción integrando NEXIV junto con el sistema transportador de 
componentes.

- Controlar de forma remota múltiples sistemas NEXIV.

Ahorrar mano de 
obra y automatizar 
el piso de 
producción 

Sala de control 
u oficina

– Transferir los programas de medición al NEXIV y recopilar los resultados de los
datos de medición a través de una red segura.

– Reducir errores al eliminar la necesidad de ir y recoger los resultados de la
medición, o copiar programas de medición desde y hacia cada ubicación de NEXIV PC.

Administrar los 
programas de 
medición y los 
resultados en un solo 
lugar 

- Un conjunto de herramientas simplifica la creación de rutinas.El software de 
control se genera 
fácilmente para 
optimizar las 
operaciones de la 
fábrica 

Muestra de código Resumen de referencia Muestra de la aplicación 

LAN / WAN 

Sistema transportador Sistema de 
automatización de 
fábricas (FA) / PC

NEXIV PC 

(Proporcionado por el cliente o 
el integrador de sistemas) 

Ejemplo de comando 

· Seleccionar programa de medición
· Ciclos de medición
· Platina con ciclos de accionamiento
· Actualizaciones de estado

(Medición / Completado / Error, etc.)
· Notificaciones del sistema, etc.

Ejemplo ilustrativo de la operación "NEXIV" utilizando "Remote Control SDK". Favor de tomar las medidas de seguridad adecuadas al realizar la instalación. 
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Aplicación de control (usando SDK) Envío y recepción de comandos Servidor de control remoto NEXIV 

Conexión simultánea 
con múltiples NEXIVs 

Rango de 
medición

(C
en

tr
o 

de
 

gr
av

ed
ad

)

Soporte de anclaje 
de mesa (opcional)



 

Para mediciones más precisas, con un campo de visión más amplio y mediciones de altura rápidas. 
Todas las variantes del sistema de la serie NEXIV satisfacen las diferentes necesidades de medición.

Modelo de alta precisión 

VMZ-H3030 
Modelo confocal 

VMZ-K 
Es posible una inspección fina en 3D de alta resolución / alta velocidad 

Además de las mediciones en 2D con imágenes de campo brillante, la óptica confocal 
permite mediciones de altura en un campo de visión.

Modelo de alta precisión de la serie NEXIV 

Fácil de usar, rápido y con las mediciones más confiables de la serie NEXIV, con 
un funcionamiento preciso de la platina y una óptica de alto rendimiento. 

Aplicaciones 

Microplacas (ancho de línea, altura), paquetes de semiconductores de última 
generación (WLP, 

 
altura de soldadura), moldes de precisión, máscaras de recableado, 

máscaras MEMS, etc. La medición precisa de 
muestras de alto contraste 
tiende a ser difícil con 
iluminación de campo brillante 
porque sus bordes parecen 
poco claros. La óptica confocal 
permite una visualización clara 
y f

 
acilit

 
a la det

 
ecci

  
ón precisa  

de los bordes de la muestra.
 
 

Imagen confocal 

Centrarse en la 
zona superior (

 
con 

alto contraste 

Enfoque en la zona 
inferior (c

 
on bajo 

contraste 
Chips IC Piezas de máquinas 

de precisión  VMZ-H3030 

Aplicaciones 
Patrones d

  
e mi

 
cro cableado (superior e inferior), cables de unión, tarjetas de 

sonda, WLP, PLP, etc.

VMZ-K3040 

Una combinación de medición 2D con imagen de campo brillante con zoom 
de 15x y

 
 medición d

 
e altura 3D en el mismo campo de visión permite 

diversas mediciones.

Modelo con amplio FOV 

VMA
Campo de visión de hasta 13.3 x 10 mm 
(en la platina 0.35x en observación) 

Fácil de verificar la posición de la medición y la 
alineación de las muestras y de la platina 

Imagen de campo brillante 
(aumento máximo)

Im
 
agen 3D Imagen de

 
 vista de pájaro del 3D Viewer Software 

(opcional) 

Larga distancia de trabajo de 73.5 mm

Capaz de medir las dimensiones y los ángulos de las piezas ocultas, 
como el diámetro de los orificios laterales

Altura del lazo del alambre de unión 

Distancia al plano focal 

73.5 mm 

Aplicaciones 

Piezas electrónicas, piezas de 
moldeo de resina, diversas 
piezas de moldeo, piezas de 
prensa, piezas de fundición, etc.

Imag
 
en de campo brillante Imagen 3D: detección simultánea del punto más alto de 

todos los cables
Visualiza

  
ción de

 
l perfil de altura del cableiNEXIV VMA-4540 

Pieza m
 
oldeada de plástico Pieza m

 
oldeada de  plástico
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Modelo iNEXIV VMA-2520 iNEXIV VMA-4540 iNEXIV VMA-6555 
Recorridos XYZ 250×200×200 mm 450×400×200 mm 650×550×200 mm 
Peso máximo de la muestra 15 kg (Precisión garantizada: 5 kg) 40kg (Precisión garantizada: 20 kg) 50 kg (Precisión garantizada: 30 kg) 

(L: Longitud en mm) 
EUX, MPE EUY, MPE: 2 + 8L / 1000 μm 
EUXY, MPE: 3 + 8L / 1000 μm 
EUZ, MPE: 3 + L / 50 μm 

EUX, MPE EUY, MPE: 2 + 6L / 1000 μm 
EUXY, MPE: 3 + 6L / 1000 μm 
EUZ, MPE: 3 + L / 100 μm 

Modelo VMZ-K3040 VMZ-K6555 
Recorridos XYZ 300×400×150 mm 650×550×150 mm 

Aumento del zoom (tipo S) 1.5× / 3× / 7.5× 

Aumento del zoom (tipo H) 15× / 30× 

Peso máximo de la muestra 20 kg 30 kg 

Error máximo permitido 
(L: Longitud en mm) 

EUX, MPE EUY, MPE: 1.5 + 2.5L / 1000 m 
EUXY, MPE: 2.5 + 2.5L / 1000 m 
EUZ, MPE: 1 + L / 1000 m 

Modelo VMZ-H3030 
Recorridos XYZ 300×300×150 mm 
Peso máximo de la muestra 30 kg (Precisión garantizada: 10 kg) 

(L: Longitud en mm) 
EUX, MPE EUY, MPE: 0.6 + 2L / 1000 μm 
EUXY, MPE: 0.9 + 3L / 1000 μm 
EUZ, MPE: 0.9 + L / 150 μm 

Imagen confocal 

Imagen d
 
e campo 

brillante
Imagen de campo 
brillante 

 

Muestra de alto contraste 
(alambre de cobre en la 
placa de impresión)

 Patrón fino de
 
 sustrato y protuberancias 

 

Diversas variantes del sistema 
en la serie NEXIV 

Piezas de máquinas 
de precisión

Moldes

Error máximo permitido

Lo mejor para mediciones de profundidad en grandes 
variaciones de altura, protuberancias altas y agujeros 
finos y profundos, etc.

Compatible con mediciones de sonda táctil (opc.)

Error máximo permitido

Imagen de campo brillante 
(aumento mínimo) 



Especificaciones 

1) Determinado por el método de medición interno de Nikon. 
2) Con cabezal tipo 2, 15×. 
3) Pieza de trabajo: Cromado en la placa de calibración, sin cabezal tipo A. 
4) Incluye espacio para mantenimiento Descripción general 

de la serie VMZ-S 

Las especificaciones y el equipo están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. Mayo 2021 ©2021 NIKON CORPORATION 
NOTA: La exportación de los productos * de este catálogo está controlada por la Ley de Cambio y Comercio Exterior de Japón. Se requerirán procedimientos de exportación apropiados en caso de que se exporte desde Japón. 
*Productos

 
:  El hardw

 
are

 
 y su

 
 inform

 
ació

 
n té

 
cnica (in

 
cluido el so

  
ftware) 

 Los nombres de las empresas y los productos que aparecen en este folleto son sus marcas registradas o marcas comerciales.

NIKON CORPORATION 
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290, Japan 
teléfono: +81-3-6433-3701 fax: +81-3-6433-3784 
https://www.nikon.com/products/industrial-metrology/ 

NIKON METROLOGY EUROPE NV 
Interleuvenlaan 86 B-3001 Leuven, Belgium 
teléfono: +32-16-74-01-00 fax: +32-16-74-01-03 
E-mail: Sales.Europe.NM@nikon.com 
http://www.nikonmetrology.com/en-gb 

NIKON METROLOGY UK LTD. 
REINO UNIDO tel.: +44-1332-811-349 fax: +44-1332-639-881 
E-mail:   Sales.UK.NM@nikon.com 

NIKON METROLOGY SARL 
FRANCIA tel.: +33-1-60-86-09-76 fax: +33-1-60-86-57-35 
E-mail:   Sales.France.NM@nikon.com 

NIKON METROLOGY GMBH 
ALEMANIA tel.: +49-211-45-44-69-51 
E-mail:    Sales.Germany.NM@nikon.com 

NIKON INSTRUMENTS S.p.A. 
ITALIA tel.: +39-055-300-96-01  fax: +39-055-30-09-93 

NIKON METROLOGY, INC. 
12701 Grand River Road, Brighton, MI 48116 U.S.A. 
teléfono: +1-810-220-4360 fax: +1-810-220-4300 
E-mail: Sales.NM-US@nikon.com 
http://www.nikonmetrology.com/en-us 

NIKON METROLOGY - MÉXICO 
MÉXICO tel.: +52-442-688-5067 
E-mail:    Sales.NM-MX@nikon.com 

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO., LTD. 
CHINA (sucursal Shanghai) tel.: +86-21-6841-2050 fax: +86-21-6841-2060 
(Sucursal Beijing) teléfono: +86-10-5831-2028 fax: +86-10-5831-2026 
(Sucursal Guangzhou) teléfono: +86-20-3882-0551 fax: +86-20-3882-0580 
NIKON INSTRUMENTS KOREA CO., LTD. 
COREA tel.: +82-2-2186-8400 fax: +82-2-555-4415 
NIKON SINGAPORE PTE. LTD. 
SINGAPUR tel.: +65-6559-3651 fax: +65-6559-3668 
E-mail:    NSG.Industrial-sales@nikon.com 

PT. NIKON INDONESIA 
INDONESIA tel.: +62-267-864-3949 fax: +62-267-864-3950 
E-mail:   PTN.Instruments@nikon.com 

NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD. 
TAILANDIA tel.: +66-2633-5100 fax: 66-2633-5191 

Impreso en Japón (2105-3.0) 
 

Código No. 2CE-IOBH-
 

Certificado ISO 9001 
para NIKON CORPORATION 
Unidad de Negocio de Metrología Industrial 

Certificado ISO 14001 
para NIKON CORPORATION 

La Unidad de Negocio de Metrología Industrial de Nikon Corporation 
está certificada como un laboratorio de calibración acreditado por 
ISO/IEC 17025 para sistemas de medición por video CNC por la 
IAJapan (Acreditación Internacional de Japón) con la acreditación  
No. JCSS0241. 

ISO/IEC 17025: Norma internacional, que especifica los 
requisitos generales para garantizar que un laboratorio sea 
competente para llevar a cabo pruebas y/o calibraciones 
específicas

Fecha de acreditación inicial: Noviembre 22, 2010 
Alcance de la acreditación: Instrumentos de medición por coordenadas 
Sección acreditada: Unidad de Negocio de Metrología Industrial 
Sitio de calibración: Laboratorio del cliente (servicio de campo) 
Capacidad de calibración y 
medición (CMC), (K=2, nivel de 
confianza proximadamente 95%) 
[L= longitud de medición (mm)] 

L ≤ 420 mm: 0.32 μm 
420 ≤ L ≤ 1000 mm : (0.29 + 0.64 × L/1000) μm 

Modelo VMZ-S3020 VMZ-S4540 VMZ-S6555 
Recorridos XYZ 300×200×200 mm 450×400×200 mm 650×550×200 mm 
Tipo TZ con lente de bajo aumento 250×200×200 mm 400×400×200 mm 600×550×200 mm 

Lectura mínima 0.01 μm 
Peso máximo de la muestra 20 kg (Precisión garantizada: 5 kg) 40kg (Precisión garantizada: 20 kg) 50 kg (Precisión garantizada: 30 kg) 

(L: Longitud en mm) 
EUX, MPE EUY, MPE: 1.2 + 4L / 1000 μm  /  EUXY, MPE: 2.0 + 4 L / 1000 μm  /  EUZ, MPE: 1.2 + 5 L / 1000 μm 
Error de sondeo 1),2): MPE PF2D 0.8 μm  /  Error de sondeo de la sonda de imágenes 1),2): MPE PFV2D 0.3 μm 

Cámara Blanco y negro / Color Cámara CMOS 1/3 

Distancia de trabajo Tipos 1, 2 y 3: 50 mm Tipo 4: 30 mm 
Tipo TZ: 11 mm Tipo A: 73.5 mm (63 mm con láser de Enfoque Automático 

Enfoque automático (AF) Láser de Enfoque Automático (opción para el tipo A) / Enfoque Automático (AF) de imagen 

Margen de repetibilidad del láser AF 1),3) 2σ ≤ 0.5 μm 

Iluminación Tipos 1, 2, 3 y 4: Episcópica, diascópica y anillo de 8-segmentos con 3 ángulos *Todo LED blanco/Tipo 4 tiene solo 1 áng. 
Tipo TZ: Lente objetivo izquierdo: Episcópico, campo oscuro; Lente objetivo derecho: Episcópico, diascópico, campo oscuro 

Tipo A: Episcópico, diascópico, anillo de 8 segmentos con 1 ángulo *Todo LED blanco 

Fuente energía, consumo energía AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A − 2 A 

Dimensiones (Ancho × 
Prof.× Altura) y Peso 

(700×730×1793 mm) / aprox. 265 kg 1000×1340×1818 mm / aprox. 510 kg 1200×1640×1818 mm / aprox. 740 kg 
Controlador: 190×450×450 mm / aprox. 12 kg 

Tamaño (Ancho×Prof.) 2700×2400 mm 3000×3000 mm 3200×3300 mm 

Error máximo permitido

PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA CUIDADOSAMENTE LOS MANUALES CORRESPONDIENTES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPOADVERTENCIA
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